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1. [bookmark: 1._Наименование_НИР_по_гранту___________]Наименование НИР по гранту «Исследование эмиссионных слоев и геометрии микроканальных пластин неразрушающими люминесцентными методами»
2. [bookmark: 2._Структурное_подразделение_(кафедра,_л]Структурное подразделение (кафедра, лаборатория) Физический факультет
3. [bookmark: 3._Исполнитель_НИР______________________]Исполнитель НИР  _____________Тазиев Ренат Альбертович_____________
(Ф.И.О)
4. [bookmark: 4._Координаты_исполнителя_НИР___________][bookmark: _GoBack]Координаты исполнителя НИР    
(телефон, факс, E-mail)

5. [bookmark: 5._Ожидаемые_результаты_в_соответствии_с]Ожидаемые результаты в соответствии с заявленным планом работы

1. Количественная оценка влияния дефектов на КПД МКП.
2. Методика неразрушающего контроля дефектов на основе люминесцентных методов.
3. Технологические решения для увеличения срока службы МКП на 20–30%.

6. [bookmark: 6._Основные_полученные_научные_результат]Основные полученные научные результаты 

В ходе выполнения НИР по гранту получены следующие основные научные результаты:
1. Идентификация эмиссионного слоя
Методами спектрального анализа (максимум люминесценции при 520 нм) подтверждено, что эмиссионный слой стенок микроканалов исследованных МКП состоит из оксида магния (MgO). Установлено отсутствие значимых загрязнений и механических повреждений.
2. Классификация и локализация дефектов
С помощью конфокальной микроскопии и спектрометрии выявлены поверхностные дефекты (F-центры, адсорбированные примеси) и объёмные дефекты (границы зёрен, вакансии). Показано, что свинцово-силикатное стекло основы МКП не люминесцирует, что позволяет корректно анализировать только эмиссионный слой.
3. Количественная оценка вклада дефектов в тушение люминесценции
Установлено, что основной вклад в тушение люминесценции вносят объёмные дефекты — до 66% на глубине 10 мкм. Кинетика затухания люминесценции на поверхности описывается суммой 4 экспоненциальных компонент, соответствующих различным типам дефектов. На глубине 5–15 мкм зафиксировано исчезновение медленной компоненты, что свидетельствует о росте плотности дефектов.
4. Разработка методики неразрушающего контроля
Предложена и апробирована методика неразрушающего контроля качества МКП, основанная на комбинации конфокальной микроскопии и спектроскопии люминесценции. Методика позволяет локализовать и классифицировать дефекты без разрушения образца.
5. Технологические рекомендации
Разработаны рекомендации по минимизации дефектов эмиссионного слоя, включающие контроль стехиометрии MgO при напылении и последующий отжиг при 500–600°C. Предложено использование защитных покрытий (например, Al₂O₃) для повышения стабильности.

7. [bookmark: 7._Предполагаемое_использование_результа]Предполагаемое использование результатов, в том числе в учебном процессе

В научно-производственной сфере:
Разработанная методика неразрушающего люминесцентного контроля может быть внедрена на предприятиях — производителях электронно-оптических приборов (фотоэлектронные умножители, детекторы частиц, приборы ночного видения) для входного и выходного контроля качества микроканальных пластин. Технологические решения по оптимизации напыления MgO и термообработке позволяют увеличить срок службы МКП на 20–30% за счёт снижения плотности объёмных дефектов.
В учебном процессе Физического факультета ИГУ:
Результаты работы используются при подготовке курсов по следующим дисциплинам:
· «Физика конденсированного состояния»

8. Перечень публикаций по результатам работы (статьи, доклады) с приложе- нием оттисков или рукописей, направленных в печать

Тазиев Р. А. Поверхностные и объемные дефекты в микроканальных пластинах // Вестник Иркутского государственного университета. — 2025. — Вып. 28. — С. 43–45.
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